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Diminuindo Tempo de Teste
Automatizado e Aumentando sua
Competitividade
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Agenda

e Apresentacao da National Instruments
e Tecnologias Envolvidas:

= [nstrumentacao Modular (PXI)
= Projeto Grafico de Sistemas (LabVIEW)

= Ferramenta de Gerenciamento de Testes
(TestStand)

e Plataforma para testes de RF & Wireless
e Resumo
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Apresentacao da National
Instruments
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Visao Geral da National Instruments

e 2000 Engenheiros, Técnicos e Cientistas; mais de 6000
funcionarios; operacao direta em 40 paises

e Mais de 1.000 produtos e 800 membros do Programa
de Integradores

e Sede corporativa em Austin, Texas

* Escritérios de Venda

@ Distribuidores
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Diversidade de Clientes

e Mais de 25000 clientes em mais de 90 paises
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http://www.lego.com/eng/

Evolucao do Produto e Plataforma NI
Agregando valor a clientes

Controle de Instrumentos Medigéo baseada em PC Sistemas completos
tradicionais

1980 1990 2000
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http://www.home.agilent.com/agilent/product.jspx?cc=US&lc=eng&nid=-536902766.536905503&imageindex=1

Diversidade de Aplicacoes
Nenhuma industria representa mais de 15% do faturamento

Telecom Automotiva Semicondutores Eletronicos Computadores

Testes Aeronautica/Militar Bensde Petréleoe Gas Alimenticia Textil

Automatizados consumo

INSTRUMENTS
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http://www.packaging-technology.com/projects/spumador/index.html

iPhone Instrumentacao
Virtual

“De repente, a
interface nao é mais
fixa e rigida, ela flui
e é moldavel. O

software substitui 0 |- === zaem
hardware. ” RN

Revista Time sobre o iPhone da Apple
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Tecnologias Envolvidas

Instrumentacao Projeto Grafico de Ferramenta de
Modular Sistemas Gerenciamento
' de Testes
r T h gy r

NATIONAL INSTRUMENTS

LabVIEW
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Tecnologia #1:
Instrumenta¢ao Modular

A ™

AR
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-
Arquitetura de Instrumentacao

Instrumentacdo Tradicional Instrumentacdo Modular

Baseado em GPIB, LAN ou USB

Processador Proprietario, 0S ( Processador do PC, OS |
s | [sofware | '
X |
™ |
Barramento & I Barramento| © | |
8T S | 5 S |
o =] 1S f— :
N3 . P No Hard = |1
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Conectividade: GPIB, LAN, USB Conectividade: GPIB, LAN, USB
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e
Desempenho de barramentos

Largura de Banda vs. Laténcia

Quanto maior melhor

>

Largura de Banda Max. (MB/s)

10000 -
Bom Melhor Otimo PCI Express (x4)
1000 = USB 3.0 2
L 2
PCI/PXI (32/33
Gigabit Etherne‘ /PXI ‘/ )
100 = USB 2.0
4 1EEE 13943 ¢
Fast Ethernet VME/VXI
10~ * & GPIB (HS 488)
USB 1.1 GPIB (488.1)
* ©
1 1 T 1 | 1
10000 1000 100 10 1 0.1

Laténcia aproximada (ps)

Quanto menor melhor

>
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Visao global do sistema PXI

Bastidor
Chassis e Barramento
» Alimentac3o DC ou AC PCI/PCIl Express

Controladora PXI
e CPU embarcada ou remota \

¢ Sincronismo
e Temporizacao
/ e Clock de Sistema

-’
I
u»«“‘::’M wwwwwww

e Windows, Real-time ou Linux
e Multicore

NI PX1-1045

,, -
::mu“”‘“"w

Plataforma aberta,
mais de 60 fabricantes fla_ =Y
globais

http://www.pxisa.org

N\ " 4 b

Al

Systems Alliance

Slots para instrumentos
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Reducao de Custo e Tamanho com Solu¢coes Baseadas na
Instrumentacao Modular (PXI)

[-*22060008S _
- f-‘iz}ﬁ_i-'.:} sy Condl (| 5
2 Y | s mesp (emrs mm b

=} Fom

Solucdo Tradicional: $82,972 Solugdo PXI: $39,545
0,1734 m3 0,019 m3

INSTRUMENTS

Fotos sdo cortesia da Agilent, Keithley, VNATIONAL

Advantest, e Nicolet



Plataforma PXI

Robusta,
industrial

CPU Quad-Core Barramento Temporizagdo, Instr Modulares

PXI Express Trigger e Sincronismo FPGA, DAQ

ﬂWm NI PXle-10620
SO Windows, Linux o - O~@
ou Tempo Real '
NI LabVIEW, -
LabWindows™/CVI,
NI TestStand ‘
Modulos para -
7 W

AplicagOes Especificas
(GPS, RF)

APls
(NI VISA, IVI, NI-DMM

The mark LabWindows is used under a license from Microsoft Corporation. ‘TNATIONAL :
, INSTRUMENTS

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United
States and other countries.



“PXI é atualmente o padrao dominante para
instrumentacao modular. E uma tecnologia
madura e amplamente utilizada”

R Agllent Technologies

(Setembro 2010)

‘““ A National Instruments é o lider indiscutivel no
mercado de equipamentos para teste e medicao
baseado em PXI| ”

FROST ¢ SULLIVAN
(Jutho 2011)
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IS de 450 produtos PXI
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Vasto portfélio de instrumentos modulares

Mais de 400 instrumentos modulares disponiveis

Functional Test and Signal Generation and
Analog Input and Output . . e
Diagnostics Conditioning
Data Acquisition Image Acquisition Switching
Bus Interf d
R Machine Vision Timing Input and Output

Communication

Industrial Network

Instrument Control RF and Communications
Interfaces

Digital Input and Output Motion Control Video Test and Analysis

Digital Signal Processing Power Supplies Dynamic Signal Analyzer
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Tecnologias #2:
Projeto Grafico de Sistemas
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Reduzindo a Complexidade Através da
Abstracao

Abstracao

Complexidade do Sistema

V NATIONAL
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Poderosas Ferramentas de Software

LEGO Mindstorms NXT
“O brinquedo do Ano”

POWERED BY

SRR
gy
| Bt
MR

LB BN

{5 Data Acquisition with LabVIEW. 7 Express.vi Front Panel

EEX

File Edit Operate Tools Browss Window Help
©@| 13pt Application Fort |+ ”;m.”.’u;v"il'
Acqui

red Sine Wav

ith Lab¥IEW 7 Express,
File Edt Operate Tools Browse Window Help
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.vi Block Diagram

Power Spectrum  Stop
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f

CERN (Large Hadron
Collider)

“A maior maquina do
mundo”
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-
Modelos de Projeto de Alto Nivel

/ Fluxo de Dados Linguagem C Simulagao Matematica Textual Statechart \

e Il [ 10=0285+0.013;
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st o ' et 5 oz=z72+¢g - =.=

Sl Gend
R “” et 00Tt P Siploarkte ] Draining o
= [y y FELFaeshesFR s alic

Programacao Grafica

( Macintosh Windows \

Real-Time
FPGA \

Linux

i

S
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\_ Plataformas Desktop =~ /\  Plataformas Embarcadas )
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LabVIEW

e Programacao grafica simplifica o uso de arquiteturas avancadas
e Fluxo paralelo de dados aumenta o desempenho do sistema

lProducer Loop - Fetrhing data from digitzer and placing in queue|
é::-:.‘—'.‘-'.‘—'.‘—'.‘-'.‘—'.‘-'.‘—'.‘-'.‘—'.‘—'.‘-'.‘—'.‘n:.‘—'.‘—'.‘-'.‘-'.‘-'.‘—'.‘-'.‘-'.‘—'.‘-'.‘—'.‘—'.‘-'.‘—::::
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—‘File
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LabVIEW FPGA

- Programacao grafica de FPGA

- Temporizacao e sincronizacao em alta-velocidade
- Customizacao de protocolos

- Processamento em linha

INSTRUMENTS
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Abstracao de coédigo com LabVIEW FPGA

Counter

Analog 1/0

1/0 with DMA

=% LA FIFO Ik

Write

Element

Tirmeouk

LabVIEW FPGA

VHDL ~4000 lines
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LabVIEW Toolkits Adicionais para Processamento
e Analise de Sinais

Analise de Ordem

Processamento Avancado
de Sinais

Modulacgao

Order Tracking, Extragéo de
Ordem, Analise de Ordem Online,
Selecdo do Espectro de Ordem,
Processamento de Sinal de
Tacdmetro, Mostradores Waterfall
Diagrama de Orbita / Pélos,
Diagrama de Bode, ...

Wavelets, Analise de Séries
Temporais, Analise nos dominios do
Tempo e Frequéncia, ...

Modulagdo/Demodulagédo Analdgica
/ Digital, Modelos de Canal,
Geragéao de Bit, Taxa de Erro de Bit
BER, Codificacdo do Canal,
Medigdes do Sinal Modulado,
AWGN, Ruido de Fase, Grafico de
Constelacao, Diagrama de Olho, ...

13 Configure Time Frequency Spectrogram
Data Source File Path Configuration
@ From terminal
Method spectrogram, Time Waveform, and Power Spectrum
Spectogam g [Damzsca W Power Spactum

INSTRUMENTS
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Interface Remota

e Controle Vls através de um Navegador Web padrao
e Facil Configuracao - dispensa

programacao

43 Vibration Analysis.vi Front Panel

File Edit Y“iew Project Operate Tools ‘Window Help

|E‘> |@| @EI | 13pt Application Font

Acquisition Rate Set Yelocity (Km/ht)

500 KHz- 100
1
' 150
250 KHz -
. N
0 200
100 KHz -

Displacement {mm)
5.0
2.5
| £ 0.0-
_2.5-]
-50-}

Actual Yelocity (km/hr)

m Kkm/he displacement. v

| | I
0.0E+0D 2.0E-4 4.0E-4 b.0E-4

—eee
Expetiment with this system [
by changing the Acquisition 1
Rate and the Set velodty. As

the velocity increases, the
acquisition rate must also be
increased to prevent aliasing

of the waveform and to

accurately caloulate the
component frequencies of the

Power Spectrum (dB)

| STOP[F4] [
o |
——

5.0b120 | ¢ |

Ambiente

ni.com

LabVIEW

Internet

#]Vibration Analysis Remote Monitoring - Microsoft Internet Explorer g@
N
3

File Edit View Favarites Tools Help

»

€] > Iﬂ IEL‘ §l ) search ¢ Favorites () i M- &

Address hittp: flabwiewanalysis htrl| & ﬂGn Links *

~

Vibration Analysis Remote Monitoring

Thiz VI emulates a wibration analysis example. It calculates the displacement waveform and the
power spectrum,

Edit Operate

o &||@
Acquisition Rate  Set Velocity (km/hr)  Actual Yelocity (kmi/hr) e.oeriment with this system | |-
500 KHz - 100

by changing the Acquisition
Rate and the Set Welocity, As
the welocity increases, the

250 KHz - acquisition rate must also be
increased ta prevent aliasing
of the waveform and to

100 KHz -

sccurately caleulate the
companent Frequencies of the

m Kkm/hr |displacement. v

Displacement {mm)
5.0
2.5+

I € 0.0

-2.5-|

-5.0-1 ;

0.0E+0 2.0E-4

I |
4.0E-4 6.0E-4

Power Spectrum (dB) = |

—
[ == Server: ternesses | ¢

Tawrt that in cnine tn ha dicclared oflar the 1T conal imena ¥

&) Done %J Local intranet

Navegador Web
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LabVIEW Demo

W

NATIONAL INSTRUMENTS

LabVIEW
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Tecnologias #3:
Ferramenta de Gerenciamento
de Testes

u g
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Software
de teste

LabVIEW i Measurement Studio

for Visual Studio

Software de

aplicacao
_ NI DAQmx. NI VISA. NI SCOPE. NI 488.2. NI Serial. NI DMM.
Drivers Measurement & Automation Explorer (MAX).
Sistema
operacional Windows. LabVIEW Real-Time. Linux. NI Hypervisor
GPIB/Serial e VXI Aquisicdao de dados e Instrumentacgao PXI/PX| Express
condicionamento de modular
sinal
Hardware =
de teste o

I i .‘w,

| 1

l L]
.!’I.‘ :



-
Funcao do software de gerenciamento de

teste

Componentes do sistema de teste:

Operacoes diferentes para cada

dispositivo testado:

e Calibracao

e Configuracao dos instrumentos
e Aquisicao de dados

e Medicao

e Analise dos resultados

e Estratégia dos testes

Operacgoes repetidas para
cada dispositivo testado:

¢ |nterface de usuariz
7
e Gerenciam~nto {'.ps(a uéricg)
/() - S\<)
e Ger=nci a6 do fg\?fponente
e Y ’\’s\g
o ser st

ad 5} S\C) oD
')é < . ()j‘)
. Cont(}/ 0 fl(\{o)) ao t<ste

e Armazenamer’.o dos resultados

e Relaténos do teste

‘T NATIONAL
, INSTRUMENTS



NI TestStand — Software de gerenciamento de

testes

e Ambiente grafico
Editor

- Sequency

e Testes automatizados escritos
em qualquer linguagem

e Execucao paralela

e Geracao de relatorios em
ASCIl, HTML/Web, XML e
ATML

e Conectividade com os bancos
de dados Access, Oracle, SQL
Server

ni.com

 TestStand

Sequen

HWESH X

] Inetion Pajetts

BODWan

S Tests
8 Pare/FalTen
B Numesic Linit Test
43 Mubiple Numese Lt Test
83 SuingVahs Teat

B Acion
%) Flow Control

5] Cal Evscuabie
18) Propasty Loader
B FTPFies
# 1) Synchronization
# 0 Database

1=}
# (3 LabVIEW Utility

Terploes S
{40 Steps
+ L) Vasiables
+ () Sequences
<Drag Tamplate Heve>

% Insertion Pa.
Usec dniisaicc Modst

¢ Editor [Edit)
B [t Yew Exece Debug Configure

Step Types 2

B windows

= W o Bubiew

4 Computer Motherboard Test Sequence...

Steps: ManSequsnce.
Nana

= Setup (2)
3 Sitmdaon Diakog
3 Tun Vacuum Table On
<End Gioug>

= Main(17)
B Povenp Test

saouanbag

=
B CPU Tost

B Kevboud Tet

CPU Disgnoshes
3 ROM Disgnostcs
3 RAM Disgresiics
3 Video Disgrosiics

Steps: MainSequence  Varisbles
5 Step Satings for ROM Teat

Fropenies 8 Mode  Data Source

AOM Testw

Tooks  Window Help

Deseipton

Achon, Computer Sequence Simviation Dislog vi
Action. Vacum Onw

Pase/Fal Test. Powenp T
{Powenp Test} Resul PassFal

CAlCPU Test n <Cunen iy

Pase/Fai Test. AOM Testw

Pas/Fal Test, RAM Testvi

Numeric Limi Teat, 0< x< 10, Video Testvi
Numeiic Limk Teat, x> 5, Keyboard Test i
ThiContes SequenceF aled

CAlCPU Disgnostics in <Current Fike>
Pass/Fail Test, ROM Diagros
Pass/Fal Test, RAM Disgrost
Numetic Limi Test, %< 0, Video Disgrnos

@

CAPr \LabVIEW (] Show VI Front Panel When Called
Parameter Name: Type IOt Dotauk Value ROMFal
ROMFa Bosean n 1 LocaROMFa (3
Renit Bodlesn ot Step Resuk PassFal (A1) Mo VA desciplion prasents
+ enonou Convaoer (1] o StepResukEnar  ((v]
&% Step Settings | <2 Ouput
1 pr: 20

Steg Seting:

Fracerdition, Load Option, Urioad Opicey
Praceredtion, Lasd Option, Uriosd Optcn
Pracerdtion, Load Option, Urioad Opicn
Precerdiion, Losd Option, Urlcsd Opien

T Tevtoms Tt
=1

) CPU Disgrosiics
{3 FOM Disgrastes
{8 RM Disgnostes
e Disgrrostcs

Pass/Fal
Pass/Fal

Themere DinF T, %3 B aboat
ThisCorlest SequenceF aied
Cal CPU Diagnastics i <Curent Fly - Precondion, Load Option, Unlaad Opben

Murmesic Lim Test, < 0, Yides D, Pracoreltion, Losd Option, Unlaad Opticn

Tesl, ROM Diagrosties vi  Frecorsdhon, Load Option, Unkiad Opticn
Tesl, RAM Disgostcs i Freccrsdhon, Load Option, Unkaad Optien

Kesboord Disgrwstics  Pass/Fai Test, Kesbasrd Disgrasic. . Frecoeeiion, Lood Option, Unlaad Opien
+ End
~ Els
{8 Powenp Disgrosice  Mumeic Link Test, No Compasison, . Load dpson, Unksad Dpion
End
<End Gicug
& Cleanup (1] s
Name Vabie Twpe & | Call Stack Eniry Thread
- [ Local § Marsequence - o (Computerc|| <5
o [ et ponyof || B 0 P M Sequentiat
i) Powe si Falie ¥ Hocksn
(i) CFUFal Fabe ¥ Hodkan
(iF) ROMFal Falim ¥ Bookean
o = 3
Femme ) [ Tomroe Emnn ]
1 Tes Seiected (4] Number of Teatz; 20

7 NATIONAL

INSTRUMENTS




Arquitetura do NI TestStand

e Framework de
NI TestStand API

gerenciamento de
Shared Memory @ DB
testes & Variables

e Mais do que um ;_‘.Reports

I Properties | Properties| Properties | Properties| Properties
SequenCIadOF Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

e Suporte para Test | Test J Test Y Test Y Tes
Module § Module Module Module Module
= LabVIEW Step 1 Step2 A Step3 A Step4 M Step5
= Java, HTBasic, .NET Process Models
= CVI/C/C++
= Outros Sequential Parallel Batch

INSTRUMENTS

y NATIONAL



Arquitetura do NI TestStand

e Editor de sequéncia

= Criacao dos sistemas de NI TestStand API
teste S B
ared Memo D
= Edi¢ao dos passos do teste &Variablesry

= Gerenciamento da
execucao do sistema de

=‘ Reports

Properties | Properties| Properties | Properties| Properties

teste Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
) Depuragao da sequencia de Test Test Test Test Test
teste Module § Module § Module | Module J§ Module

] ] o , . Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
= Visualizacao de relatorios

= Implementacdo do sistema Process Models

de teste
SELIENE] Parallel Batch

INSTRUMENTS
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Arquitetura do NI TestStand

¢ Interface de usuario ‘ -‘

= Execute sequéncia de teste
durante a producao

= Use qualquer linguagem de Shared Memory @ DB
programacio & Variables

NI TestStand API

= Cddigo fonte fornecido =‘ Reports

» Controles da interface de Properties - Properties - Properties | Properties | Properties

, . ., Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
usuario personallzaves

. d ;. Test Test Test Test Test
= Gerenciamento de usuarios Module | Module | Module | Module | Module

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

Process Models

SELIENE] Parallel Batch

INSTRUMENTS
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Arquitetura do NI TestStand

e Geracao de Relatorio

L

=‘ Reports

XM L NI TestStand API

ASCII Shared Memory

HTML & Variables

ATML

T t | t Properties | Properties| Properties | Properties| Properties
otaimente

persona lizavel Test Test Test Test Test

Module Module Module Module
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

Process Models

Module

Step

SELIENE] Parallel Batch

5

INSTRUMENTS
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Arquitetura do NI TestStand

e Conexao com banco
de dados NI TestStand AP

= Oracle Shared Memory @ DB
» Access & Variables

Reports
= SQL Server =‘
Properties | Properties| Properties | Properties| Properties

= MySQL Step1 || Step2 | Step3 || Step4 | Step5

- Sy b ase Test Test Test Test Test
Module Module Module Module Module

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
= Qutros : : : : :

Process Models

SELIENE] Parallel Batch

INSTRUMENTS
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- ___________________________________________________________________
Desenvolva testes automatizados mais

rapidos
Interface de operador personalizavel
Mecanismo de execugao
Interface com linguagens de teste
Avaliacao de resultados
Gerenciamento de usuarios
Relatérios (XML, HTML, ATML)
Integragao com banco de dados
Integragcao com switch
Scanning do numero de série
Carregamento de sequéncia
Carga de limite de teste
Revisao do controle
Ambiente de desenvolvimento

Ul[“

I b = Tempo de

desenvolvimento

il = Reducgao de tempo
com NI TestStand

y

Esfor¢o de Desenvolvimento

y NATIONAL
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TestStand Demo

u g

V NATIONAL
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Plataforma de Testes para
RF & Wireless

V NATIONAL
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Video

FM
Antenna
FM
87-105MHz | Stand Alone
DVB-H
v
170-230MHz
420-862MHz [SDIO

RF Transceiver

TR
&

3-axis
Gyroscope

SD/SDIO
TFlash
MMC

MS

s

AntonnQ p—— = = ——— e —— -

HSDPA/WCDMA/EDGE/
GPRS Accelerators

-
Communications

Processor (CP or BP)

UART B McBSP

| |

Crystal
Source

3-axis Touch y !
Keypad Scaar Crrl Vibrator Backlight
Ambient Light NOR .
pSDRAM Elash Camera Display Battery
[ | | Display
Proximity USIM Nano Mobile Gt To load
Sensors Flash DDR

[BI}——

I I

Memory

Camera Display

Battery
Charging

o1G
Power

Vbus

Charger &
Detect

i SDIO |« !
2.5GHz WiFi ST
BT |
Antenna I pC [« :
: <
L B Data
2.5GHz Bluetooth | | urT [
M Radio <
Antenna L
CcvsD || 1’s [«
Codec|| PCM |«
87MHz  ——— 1 P ———————
GPS r 1| Line Level
Antenna 1
1 .
T i
1.575GHz GPS Pc o8
1
1 1

B .. P Ei)

MIC Bias

1>
T

2 Radio LED GPIO
e K1 EA R

Interconnect
) Glue

Logic

Translators
USB Switches
Analog Switches
292

Power Management

Power Management Temp Battery

USB VREF/ Fuel
ULPL B xCVR [ IREF

Interface i Interface Interface o
MIPI CS1-2 B8 MIPI DS i »| I°C |
. . 2 D+ .
UART [¢— UART n Graphice & Imaging N |,cp N UsB/OTG DI ] T
- Ctrl q Transceiver D i "
G ics & Imagi B
” e
. g JPEG =i
USB
Application Processor (AP) Switch Line-Level
Video | -
Analog Microphone
) e PGA Headphones
Audio Amps
Audio R
Microphone
Filtering
Equalization, Volume Audioll
Crl, DSP



Tecnologia RF Test Core: PXI

Painel Traseiro PXI

* Tecnologia de Barramento
* Temporizagao

* Sincronizac¢ao

Controladora PXI Chassis — Fonte de
« Tecnologia OS Alimentagao DC e AC

* ADEs
* Mdltiplos nucleos -

Slots para Periféricos Modulares (desde DC até RF)

Mais 1600 mddulos de medicao de mais de 70
fornecedores

Modulo PXle-5663E VSA Modulo PXle-5673E VSG

6.6 GHz PXI Express RF HW Core

INSTRUMENTS
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e
Expansao da Capacidade de Medicao de PXle’s

=== |nStrumentos Tradicionais Produtos PXI, 2005 === Produtos PXle, 2010

Resolucao (Bits)
\
J/
v

6| —
I

1 10 100 1K 10K 100K 1M 10M 100M 1G 10G 100G

Taxa de Amostragem (Amostras/s)

INSTRUMENTS
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Integracdo de Testes

Testes de Video

Interfaces
Digitais

W

Sensores
ALS
Acelerémetro
Proximidade

Baterias/Fontes
de Alimentacao

Padres de
RF

-."“ “

]
Testes de RF

Testes de Audio

INSTRUMENTS'

VNAT'ONAL



Instrumentacao Definida por Software

PXIA & & & 90 & o 0 & & & » o & o 0

Plataforma de Hardware Integrando:
DC - Audio - Video - Digital - RF

‘T NATIONAL
, INSTRUMENTS
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Posicionamento da NI para testes de RF

« Plataforma Modular de Testes de RF baseada em PXI
= Testes de Camada Fisica de RF

= MedigOes de RF sem uso de protocolos de sinalizagao

= Verificagédo e Calibracdo de RF ’\'ﬁué\:l[lll%ﬁELNTS”
= Condutividade e OTA

* Plataforma Modular de Testes em multiplas tecnologias

= GSM/EDGE, UMTS, LTE, CDMA2K, WLAN, Bluetooth, GPS
entre outros

* Alta velocidade, baixo custo e dimensdes reduzidas
« DUT controlado através de APIs de chipsets
* Processamento Embarcado ou Externo
 Trabalha com multiplos DUTs

[Tem & = = ® o = = =

y NATIONAL
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Areas de Aplicacdo

Projeto

Ensaio de
Componentes

Verificagao de
Projeto

Validagao de
Projeto

Paramétrico

Montagem Testes In-
Circuit

Insergéo de (|CT)

Componentes

Fabricagdo Insergéo de

Cosmético Componentes

Funcional
a Nivel de
Placa

Teste Sistema
a Nivel de Placa

Verificagdo/Cali
bracdo

Testes
End of
Line (EOL)

Testes de Final
de Linha (go-no

go)

Embala-
gem/

Envio

Reparo

INSTRUMENTS
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NI PXI reune varios instrumentos de RF em um
sistema que suporta varios padroes Wireless

yNATIONAL

INSTRUMENTS

AN |
EEH I.te a @)>ac € Bluetooth’ &&GPS ))NFC)

®
The wireless evolution CERTIFIED

V NATIONAL

INSTRUMENTS



- ___________________________________________________________________
Toolkits para RF my vV

Foco: Testes automatizados de medigoes PHY

Bibliotecas de Medicao inclusas:

* APIs para LabVIEW, C, NET

* Painéis Frontais Interativos
 Exemplos de Programacao

» EspecificagOes para aplicagoes
especificas

 Bibliotecas especificas para DUT
» Sequéncias de Teste

y NATIONAL

INSTRUMENTS
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-
6.6 GHz PXI Express RF HW Core

PXle-5663E VSA PXle-5673E VSG

* Faixa de Frequéncia: 10 MHz a 6.6 GHz +  Faixa de Frequéncia: 85 MHz até 6.6 GHz

) Iagr)gura de Banda Instantanea: 50 MHz (3 + Largura de Banda Instantanea: >100 MHz
Ruido de Fase: -112 dBc (10 kHz) @ 1

* Ruido de Fase: -112 dBc (10 kHz) @ 1 GHz

. Noise Floor Tipico: -158 dBm/Hz @ 1 GHz GHz
. Range Dinamico: 79 dB . Nivel de Saida de RF até +10 dBm
+  Sintonia em 250 usec com RF List Mode *  Sintonia em 250 psec com RF List Mode

INSTRUMENTS
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Elementos da Plataforma Modular de Testes de RF

APIs Otimizadas Cellular, Wireless, & GPS

e e e e Test Toolkits
’“‘“'“"f‘ oo TV 7L 105 (802.11 a/b/g/n, GSM, EDGE,

o WCDMA, RFID, WiMAX, GPS, etc.)

B )

F
|

Processamento VSAs & VSGs FPGAI/O &  Amplificadores  cpayeamento Medidores

em Multiplos Co-processamento e de Poténcia
Nucleos Atenuadores


javascript:BigPreviewPopup();
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_AxTJcQgS3gg/Sr5KpbR_32I/AAAAAAAADP4/Fn0HRP15Kxc/s320/new_microsoft_dotnet_logo_thumb.png&imgrefurl=http://marekblotny.blogspot.com/&usg=__QaS-vaJFl9i8Q6mxEM7Qkr7QTWw=&h=152&w=160&sz=12&hl=en&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=kUTEhaWgMT3AXM:&tbnh=93&tbnw=98&prev=/images?q=.net+microsoft+logo&um=1&hl=en&rlz=1T4GZHY_enUS250US250&tbs=isch:1

-
Por que o NI PXI é mais Rapido?

PXI foi projetado para medicoes

extremamente rapidas W NATIONAL
e NI it i )® INSTRUMENTS
aproveita ad maximo o Instrumento de Bancada e
desempenho da CPU (multiplos il

nucleos)

» Testes em paralelos reais
utilizando multi-threading

« Utiliza o barramento PCle para O 8 9000Q 00
transferir medidas (ao invés de
GPIB, USB ou Ethernet)

|
1

EEOER! 6@ BE!

GAFE| 86, B0
ORGER| BB BF

—
® G
ce
e
20
0
10
io

-

\

PXI RF Signal Analyzer

Beneficios

* Geralmente 3x a 20x mais rapido | _| %,
do que Instrumentos de Bancada

* Precisao e repetibilidade
equivalentes aos equipamentos
de bancada

Attenuator Mixer IF Amp IF Filter Digitizer
{ \ ADC &
DDC
Local

Oscillator W

INSTRUMENTS
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Toolkits de RF

{ GSM/EDGE I

GPS

l Bluetoo
| o ”'“

JI—r—
T
3

)

‘7 NATIONAL
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Acesso a maioria das APIs de chipsets

A NI tem acesso a maioria das APIs de chipsets
sem fio permitindo controle e execucéo dos

o [ modulos de testes do DUT
Cellular chipset (i.c. CDMA, GSN

DUT (Dispositivo sob Teste)

Teste de
Fabricacao

Principais beneficios
B TR * Reducédo do tempo de teste
I'l—“ S « Otimizacéao do fluxo de teste

[ iL;_ 1L

PAs & RF Front-end modules

y NATIONAL
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Configuracao PXI Nao-Sinalizada

______________________________________________________

| L2 3e? s

| Gerador de |

! Sinal [l{’ﬂ{!!;sll |

E (RFSG) :

= 5 DUT
CPU Interface de :

' RF \

(Controla-

Analisador de
Sinal

(RFSA)

Analise
1

Canal de Comunicacéo para o controle do MODO DE TESTE do TX e RX do DUT.

N—7

INSTRUMENTS

y NATIONAL



Demo Controle do DUT com
LabVIEW

‘T NATIONAL
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Test Setup

INATIONAL
ymm NI PXle-1062
e G40 8 BOETSC
e

RS-232 RF Power
(Test Commands) Supply

INSTRUMENTS

V NATIONAL
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Demo Controle do DUT com
TestStand

u g

V NATIONAL

INSTRUMENTS
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Sinalizado X Nao Sinalizado

Sinalizado Nao Sinalizado
Base Station Signal
Simulator Analyzer/Generator
A A
; R-F RF
(Signaling and (Measurements)
Measuremenig
Y
Test Commands
> DUT

L
Hp-232, USB, JTAG, etc.

Test Station

Tempo 5
0
0

Registro 10 Register
Chamada 10 Call
TX (850/900/1800/1900 MHz) 30 TX (850/900/1800/1900 MHz) 8
RX (850/900/1800/1900 MHz) 50 RX (850/900/1800/1900 MHz) 12
TOTAL 100 TOTAL 20

INSTRUMENTS
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O que esta sendo medido?

 Testes Parametricos de RF tipicamente medem parametros do
transmissor (TX) incluindo:

= Poténcia de Pico e Média

= Mascara de Emissao Espectral

= Qualidade da Modulagéo
* Magnitude do Vetor Erro (EVM)
 Errode Fase
* Erro de Constelagéo Residual (RCE)

 Testes Parametricos de RF tipicamente medem parametros do
receptor (RX) incluindo:

= Sensibilidade do Receptor sob a forma da Taxa de Erro de Bit ou Pacote
(BER ou PER)

‘T NATIONAL
, INSTRUMENTS
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Expansibilidade

Expansées DC, Digital, RF, e Capacidades de Comutacao para PXl e PXle
Fontes de Alimentagio e Chaveamento de Alta-velocidade para
Simuladores de Bateria Insercao de Sinais

E/S Digitais de Alta-
Velocidade

Geradores e
Analisadores de

N R
% BN

-
-

‘T NATIONAL
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Alem de RF: Expansibilidade

 Exemplo de solucao de teste para dispositivo
movel com multiplas tecnologias

+ Controle do DUT + Video + RF + Audio

‘T NATIONAL
’ INSTRUMENTS



Solucoes Turnkey e Conectividade

v NATIONAL
’ INSTRUMENTS

Plataforma de Teste PXI RF Conectividade & Integragao de Acessoérios

AcUstica Audio/Video
Plataforma de Teste PXI Audio/Video

Plataformas de Visao, Movimento e
Roboética

Capacidade de Integragao de Sistemas

HW

» Comunicagao DUT Teste de Display ~ Teste de Camera  Automagédo EOL Completa
* Instrumentos de terceiros

* Chaveamento

i SNy
Capacidade de Integragao de Sistemas , \ o "1
de SW .

» Ambiente de Execugéo de Testes
* Interface do Usuario (Operador)
* Coleta de Dados / Gerenciamento

=

¢ NATIONAL

ni.com 66 INSTRUMENTS



Porque NI INSTRUMENTS'

y NATIONAL

v’ Reducdo de tempo em testes de RF

v Menor Custo

v Multiplas Tecnologias sem Fio em 1 sistema

v Modular e com Software atualizavel

v’ Dimensdes reduzidas

v Atende aos requisitos de alta capacidade
v Suporte Global [

[

y NATIONAL

INSTRUMENTS



e
Resumo

e |nstrumentacao Modular (PXI)

= Alto desempenho, robustez e expansivel
e Projeto Grafico de Sistemas (LabVIEW)
= Poderoso e facil de usar
e Ferramenta de Gerenciamento de Testes (TestStand)

= Reduza seu tempo de desenvolvimento

e Plataforma de Testes de RF & Wireless

= Aumente sua produtividade e reduza seu custo

y NATIONAL

INSTRUMENTS
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NIDays

CONFERENCIA TECNOLOGICA
sobre Projeto Grafico de Sistemas

Novidades 2012

* Forum Académico - evento de dia inteiro dedicado a temas
relacionados a ensino e pesquisa;

* Sessdes praticas para o publico académico;

 Sessdo vertical RF;

* Sessao vertical Aerospace/Defense;

* 2 areas de exposicao;

» Sorteio de um iPad entre os participantes do evento...

...emais

V NATIONAL

INSTRUMENTS



NIDays

CONFERENCIA TECNOLOGICA
sobre Projeto Grafico de Sistemas

Microsite

brasil.ni.com/nidays

Expo Center Norte
ays Sao Paulo

- ' 15 de Maio de 2012
' CONFERENCIA TECNOLOGICA

" _sobre Projeto Grafico de Sistemas

» Inscreva-se agora



NiDays

CONFERENCIA TECNOLOGICA
sobre Projeto Grafico de Sistemas

Agenda
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NiDays

CONFERENCIA TECNOLOGICA
sobre Projeto Grafico de Sistemas

Sorteios

Ao final do evento, sera sorteado um iPad entre os
participantes, entre outros prémios NI
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Obrigado!

http://brasil.ni.com
(011) 3149-3149
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